Karta (sylabus) modulu/przedmiotu

[Elektrotechnika]
Studia I stopnia
Przedmiot: Metrologia I1
Rodzaj przedmiotu: Podstawowy
Kod przedmiotu: E1s04 03
Rok: II
Semestr: 4
Forma studiow: Studia stacjonarne
Rodzaj zajec i liczba godzin 60
w semestrze:
Wyklad 30
Cwiczenia
Laboratorium 30
Projekt
Liczba punktéw ECTS: 5
Spos6b zaliczenia: Egzamin
Jezyk wykladowy: Jezyk polski
Cel przedmiotu
C1 | Zapoznanie studentéw z systemami pomiarowymi wielkosci elektrycznych i magnetycznych
Zapoznanie studentéow z kryteriami oceny jakosci i doboru narzedzi pomiarowych
2 dla uzyskania zadanej niedoktadnosci wynikéw pomiaréw
C3 Przygotowar.lie stuc.ientc’)w <flo posl.ugiwania sie pqutawowymi systemami pomiarowymi oraz
wykonywania pomiaréw wielkosci elektrycznych i magnetycznych
Przygotowanie studentéw do zespolowej pracy w laboratorium, zapoznanie z zasadami
C4 |bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu pomiaréw wielkosci elektrycznych
i magnetycznych

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

Student ma wiedze w zakresie matematyki obejmujgca algebre, analize oraz elementy geometrii
analitycznej w tym metody matematyczne umozliwiajagca stosowanie tej wiedzy w
zagadnieniach wystepujacych w réznych obszarach wlasciwych dla kierunku elektrotechnika

Student ma uporzadkowana wiedze w zakresie fizyki i chemii niezbedna do zrozumienia
podstawowych praw i zjawisk majacych zastosowanie w elektrotechnice oraz w zakresie teorii
btedu i teorii niepewnosci

Student ma uporzadkowana i teoretycznie podbudowang wiedze w zakresie teorii obwodéw
elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnaléw i metod ich przetwarzania

Efekty ksztalcenia

W zakresie wiedzy:

EK1

Zapoznanie studentéw z systemami pomiarowymi wielkosci elektrycznych i magnetycznych

EK 2

Student zna kryterium oceny jakosci i doboru narzedzi pomiarowych dla uzyskania zadanej
niedokladnosci wynikéw pomiaréw wielkosci elektrycznych i magnetycznych

W zakresie umiejetnosci:

EK3

Student potrafi przetwarza¢ uzyskane droga pomiaréw informacje, dokonywa¢ ich analizy i
syntezy, a takze wyciaga¢ wnioski, formulowacé i uzasadnia¢ opinie oraz opracowaé protokét
ze zrealizowanych pomiaréw i sprawozdanie zawierajgce opis uzyskanych wynikéw




EK4

Student umie oszacowac¢ czas niezbedny na wykonanie zaplanowanych pomiaréw, potrafi
opracowac i zrealizowa¢ harmonogram zadan zapewniajacy dotrzymanie terminéw, potrafi
realizowaé pomiary indywidualnie i w zespole z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i higieny

pracy

W zakresie kompetencji spolecznych:

EK5

Student ma S$wiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wlasng oraz gotowosé
podporzadkowania sie zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspélnie
realizowane zadania

Tresci programowe przedmiotu

Forma zaje¢ - wyklady

TreSci programowe

W1 Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego
W2 Uklady kondycjonowania sygnaléw pomiarowych
W3 Metody i przyrzady pomiarowe cyfrowe
W4 Klasyfikacja i struktury systeméw pomiarowych
W5 Oprogramowanie w systemach pomiarowych
W6 Analiza poréwnawcza metod pomiaru wybranych wielkoéci elektrycznych
W7 Metody i uktady pomiarowe podstawowych wielkosci magnetycznych
W8 Krajowe i miedzynarodowe stuzby miar oraz ich zadania
Forma zaje¢ - ¢wiczenia
TreSci programowe
Cw1
Forma zaje¢ - laboratoria
TreSci programowe
11 Zasgdy wykonywania pomiaréw wielkosci ?le.kt.rycznych, reguly chzenifa uktadow
pomiarowych, zachowanie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas pomiaréw
L2 Pomiary mocy biernej w uktadach tréjfazowych
L3 Badania parametréw wzmacniacza pomiarowego
L4 Pomiary parametréw dwoéjnikéw pasywnych metoda trzech woltomierzy
L5 Wspomagane komputerowo probkujace pomiary pradu, napiecia mocy i energii
L6 Wspomagana komputerowo kalibracja przetwornikéw pomiarowych
L7 Pomiary parametréw sygnaléw napieciowych z wykorzystaniem srodowiska LabVIEW
L8 Podsumowanie pierwszej serii zaje¢, prezentacja wynikéw, ocena sprawozdan, dyskusja
L9 Pomiary parametréow sygnatéw odksztalconych z wykorzystaniem srodowiska LabVIEW
L10 | Pomiary napiec statych w obecnosci zakiocent z wykorzystaniem srodowiska LabVIEW
L11 Pomiary napieé, pradéw, rezystancji i mocy w obwodach pradu stalego z wykorzystaniem
$rodowiska LabVIEW
L12 Pomiary przemiennych napiec i pradéw w obwodach jednofazowych z wykorzystaniem
srodowiska LabVIEW
L13 Wyznaczanie stratnosci magnetycznej oraz krzywych magnesowania aparatem Epsteina
25cm
L14 Podsumowanie drugiej serii zaje¢, prezentacja wynikow, ocena sprawozdarn, dyskusja
L15 | Kolokwium zaliczeniowe

Forma zaje¢ - projekt

TreSci programowe

P1




Metody dydaktyczne

1 |Wyklad
1 | Wyklad z prezentacja multimedialna
2 | Realizacja pomiaréw w laboratorium
Obciazenie praca studenta
F - Srednia liczba godzin na
orma aktywnosci . . g
zrealizowanie aktywno$ci
Godziny kontaktowe z wykladowca, w tym: 65
Udzial w wyktadach 30
Udziat w ¢wiczeniach laboratoryjnych 30
Konsultacje 5
Praca wlasna studenta, w tym: 60
Przygotowanie do ¢wiczen laboratoryjnych w oparciu o 95
literature przedmiotu
Samodzielne przygotowanie do egzaminu 35
Yaczny czas pracy studenta 125
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla 5
przedmiotu:
Liczba punktéw ECTS w ramach zaje¢ o charakterze )

praktycznym (¢wiczenia, laboratoria, projekty)

Literatura podstawowa

1 | Chwaleba A., Poniniski M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa 2007
2 | Stabrowski M.: Cyfrowe przyrzady pomiarowe, PWN, Warszawa 2002
Swisulski D., Komputerowa technika pomiarowa, Oprogramowanie wirtualnych przyrzadéw
pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza PAK-u, Warszawa 2005
4 W. Tlaczata, Srodowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT,
Warszawa 2002
Literatura uzupelniajaca
Tumaniski S.: Technika pomiarowa, WNT 2007
) W. Nawrocki, Sensory i systemy pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej,
Poznan 2006
Macierz efektow ksztalcenia
Odniesienie
danego efektu
ksztalcenia do -
Efekt . ofektow Cele. Tresci Metody Metody
ksztalcenia zdefiniowanych przedmiotu | programowe | dydaktyczne oceny
dla catego
programu (PEK)
(Wi w7, [01-06
EK1 E1A_W16, [C1, C2, C3] | L1-L7, LO- 1, 2, 3] ’
- 08-011]
L13]
[O1,
EK 2 E1A_ W16, [C2] [W1- WT7] [1, 2, 3] 05,06
08-011
EK3 E1A_UO01, [C1, C2, [W3, W6, [1, 2, 3] 01, O5,




E1A_U10, C3] W7, L2-L7, 06, 08,
L9-L13] 09,011]
E1A_UO03 [C1,C3 [01-06
EK4 — ' ' ' - - 1,2 '
E1A_U20 cap |17 Lo- ) [1,2,3] 08
- L13]
[L1-L7, LO9- [06, O7,
EK5 E1A_KO3 [C4] L13] [3] 08, 011]
Metody i kryteria oceny
Symbol
metody Opis metody oceny Prég zaliczeniowy
oceny
o1 Ocena przygotowania teoretycznego do ¢wiczen 60%
laboratoryjnych
Ocena przygotowania protokolu: harmonogramu 0
02 o . . 80%
pomiardéw, tabelek pomiarowych, schematéw
Ocena poprawnosci taczenia ukladéw pomiarowych i
o3 . 80%
przestrzegania zasad BHP
Ocena zrealizowanych zadan pomiarowych w ramach o
04 I . . 60%
¢wiczenia laboratoryjnego
05 Ocena poprawnoéci uzyskanych wynikéw pomiaréw 60%
Ocena poprawnosci opracowania sprawozdania:
wyznaczonych btedéw i niepewnosci pomiarowych, 0
06 PR .. iy o 60%
wykreséw, interpretacji wynikéw pomiaréw,
sformutowanych wnioskéw
Ocena pracy zespotu ¢wiczeniowego: wspoélpracy w 0
o7 . . . 60%
grupie, podzialu zadan
08 Kolokwium w ramach zajec¢ laboratoryjnych 60%
09 Kolokwium w ramach wykladu 60%
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
czastkowych otrzymanych w ramach semestru za prace 0
010 . . . 60%
zespolowa w laboratorium oraz indywidualne
sprawozdania
011 Egzamin pisemny 60%
Autor . :
programu: dr hab. inz. Jarostaw Sikora, prof. PL

Adres e-mail: |jaroslaw.sikora@pollub.pl

Jednostka

organizacyjna:

Katedra Automatyki i Metrologii




